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Numer zgtoszenia: 447245

(51) MKP:
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(43) Data publikacji o zgtoszeniu: 2025.06.23 BUP 25/2025 HO1H 1/02  (2006.07)
HO1R 13/03 (2006.01)
(71) Zgtaszajacy: (72) Tworca(-y):
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA DARIUSZ LESNIAK, tapanoéw, PL
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ODPOWIEDZIALNOSCIA, Narost, PL .
(74) Petnomocnik:
rzecz. pat. Robert Klisowski, Krakéw, PL
(54) Tytuk
Material na roztgczne potaczenie stykowe elementéw uktadu pomiarowego
do zastosowan w obwodach termoelementéw typu Ni-NiCr,
w warunkach temperatur od 350°C do 550°C
(57) Skrét opisu:

Zgtoszenie ujawnia materiat na roztgczne potg-
czenie stykowe elementéw uktadu pomiarowe-
go do zastosowan w obwodach termoelemen-
téw typu Ni-NiCr, w warunkach temperatur od
350°C do 550°C, ktoéry charakteryzuje sie tym,
ze posiada nastepujgcy sktad chemiczny,
wyrazony w % wag.: od 98,5% do 99,0% Ni oraz
od 1,0% do 1,5% Mn, a takze Si oraz Cu
maksymalnie po 0,2%, za$ suma pozostatych
pierwiastkow nie przekracza 0,2%.



PL 447245 A1

Material na rozlaczne potaczenie stykowe elementéw ukiadu
pomiarowego do zastosowan w obwodach termoelementow
typu Ni-NiCr, w warunkach temperatur od 350°C do 550°C

Przedmiotem wynalazku jest materiat na roztgczne potgczenie
stykowe elementow uktadu pomiarowego do zastosowan w obwodach
termoelementow typu Ni-NiCr, w warunkach temperatur od 350°C
do 550°C, majacy zastosowanie zwtaszcza w przemys$le przetworczym
metali i stopdw, w piecach do nagrzewania narzedzi i matryc
do wyciskania na gorgco metali i ich stopdéw, a szczegdinie przy

procesach obrébki plastycznej aluminium i jego stopow.

Znane sg roztaczne potgczenia stykowe elementow obwodow
pomiarowych, ktére pracujg w temperaturach od ok. minus 40°C
do ok. 100°C i sg sporzgdzane z metali i stopdw charakteryzujgcych sie
niskim oporem elektrycznym, np. Cu, Ag, Al lub stopy na bazie Cu czy Ag.
Z publikacji internetowej J. Kaisera pt.: ,Connector Contact Materials for
Elevated-Temperature applications” (https://web.archive.org/web/2023061
0084452/https://connectorsupplier.com/connector-contact-materials-for-
elevated-temperature-applications/) Znana jest takze grupa materiatéw
specjalnych, na roztgczne styki przewodzace, ktére mogg byé
eksploatowane w temperaturach wyzszych od 100C, a w przypadku
65Au21Pd14Ag zalecana, gorna temperatura pracy wynosi 350°C.

Na chwile obecng brak jest znanych materiatdw, ktére moga
byC wykorzystane na roztgczne styki przewodzace zdolne do pracy
w temperaturach dochodzacych do 550C, a wiec takich temperatur jakie
mogg wystepowac podczas nagrzewania matryc do wyciskania na gorgco
aluminium i jego stopdw. Wyjatek moze stanowi¢ zioto, ale z racji

wysokiego kosztu takiego styku w praktyce nie jest wykorzystywane
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do tego celu przy masywnych ciezkich stykach. Gtéwnym powodem
utrudniajgcym stosowanie materiatdw na rozigczne styki przewodzace
w wyzszych temperaturach/ powyzej 100°C jest ich utlenianie, wzrost
oporu elektrycznego ze wzrostem temperatury oraz pogorszenie
wtadciwosci mechanicznych. Szczegdinie istotny jest stopien utleniania
materiatu w wyzszych temperaturach i w dtugim czasie eksploataci
potgczen stykowych, ktéry degraduje powierzchnie kontaktowg styku
poprzez tworzenie filmu izolacyjnego bedgcego barierg dla przewodzenia
pradu.

Znane sg rowniez elektryczne powierzchnie stykowe, wykonane na bazie
niklu. Z europejskiego opisu patentowego EP0604856B1 znany jest
materiat stykowy o zwiekszonej odpornosci na korozje, odpornosci
stykowej, wytrzymatosci na zginanie, wifasciwosciach sprezystych
i plastycznosci; wspomniany materiat kontaktowy obejmuje poditoze
ze stali nierdzewnej pokrytej niklem i co najmniej jedng inng warstwe,
CO najmniej czesciowo na nim pokrytg, wybrang z grupy sktadajgcej sie
z metali szlachetnych, cyny i stopéw na bazie cyny.

W innym europejskim opisie patentowym EP0027205 B2 ujawniono
zastosowanie materiatu spiekanego sktadajgcego sie z 80-95% niklu i 5—
20% palladu jako materiatu na styki przekaznikow elektrycznych.

Z amerykanskiego opisu patentowego US1769229 A znane sg elektrody
i elementy stykowe narazone na tuk elektryczny, takie jak urzadzenia
rozrzadu, Swiece zaptonowe oraz urzgdzenia do tworzenia i przerywania
obwodow, przy czym w jednym z wariantdw rozwigzania wspomniane
elementy sg utworzone ze stopu zawierajgcego baze niklowg z dodatkiem
ilosci substancji wybranych z grupy obejmujacej krzem, aluminium, chrom,
wolframu, cyrkon, tytan, mangan i wanad, przy czym substancje
dodawane z tej grupy obejmujg co najmniej krzem i stanowig od 1 do 5%

stopu.
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Wynalazek rozwigzuje problem opracowania materiatu na roztgczne
potaczenia stykowe, odporne korozyjnie na wielokrotne dtugotrwate
wygrzewanie w temperaturach powyzej 500°C i zachowujgcego wysokg

przewodnos$¢ elektryczng po diugotrwatym wygrzewaniu.

Istota materiatu na rozigczne potaczenie stykowe elementow
uktadu pomiarowego do zastosowan w obwodach termoelementdéw typu
Ni-NiCr, w warunkach temperatur od 350°C do 550°C, polega na tym,
ze zawiera: 98,5 - 99,0% wagowych Ni oraz 1,0 - 1,5% wagowych Mn,
atakze Si oraz Cu maksymalnie po 0,2% wagowych, za$§ suma

pozostatych pierwiastkéw nie przekracza 0,2% wagowych.

Wynalazek zostat przedstawiony w przyktadzie wykonania oraz na
rysunku, zawierajgcym wykres zaleznosci temperatury w funkcji czasu
podczas nagrzewania matrycy Kklasycznym termoelementem oraz

termoelementem z stykami roztgcznymi wedtug wynalazku.

Roztgczne potgczenie stykowe o wymiarach 15x15x0,6 mm zostato
wykonane zostato z materiatu wedtug wynalazku, o sktadzie chemicznym
wyrazonym w % wagowych: 98,5 % Ni, 1,2 % Mn oraz 0,1 % Si, 0,1% Cu i
0,1% pozostatych pierwiastkow stanowigcych zanieczyszczenia.

Nastepnie przeprowadzono nagrzewanie matryc w temperaturze 520°C
w czasie 180 min z pomiarem temperatury za pomocg termoelementu
usytuowanego w obejmie matrycy, z ktdrego sygnat przekazywany byt na
zewnatrz pieca poprzez potgczenie stykowe wedtug wynalazku.

Poddane testom potgczenie stykowe dobrze wspétpracowato z drutami
klasycznego  termoelementu sporzgdzonymi z Ni-NiCr. Poréwnanie
wykresdw zaleznosci temperatury w funkcji czasu podczas nagrzewania
matrycy w piecu oporowym z pomiarem temperatury klasycznym
termoelementem, przedstawionego linig ciggltg oraz termoelementem

z potaczeniem roztgcznym z materiatu wedtug wynalazku
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przedstawionego linig przerywang (Rys.), pozwolito wyciggng¢ wnioski,
iz zastosowanie roztgcznego potgczenia stykowego z materiatu wedtug
wynalazku, umozliwia uzyskanie efektu doktadnego kontrolowania

temperatury nagrzewanej matrycy.
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Zastrzezenie patentowe

Materiat na rozigczne potgczenie stykowe elementéw ukfadu
pomiarowego do zastosowan w obwodach termoelementow typu
Ni-NiCr, w warunkach temperatur od 350°C do 550°C, znamienny
tym, ze zawiera: 98,5 - 99,0% wagowych Ni oraz 1,0 - 1,5%
wagowych Mn, a takze Si oraz Cu maksymalnie po 0,2%
wagowych, za$§ suma pozostatych pierwiastkéd4w nie przekracza

0,2% wagowych.
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W U RZA_D PATENTOWY al. Niepodiegtosci 188/192

00-950 Warszawa, skr. poczt. 203

" RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ tel.: (+48) 22 579 05 55 | fax: (+48) 22 579 00 01
{ e-mail: kontakt@uprp.gov.pl | www.uprp.gov.pl

SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI DO ZGLOSZENIA NR P.447245

Klasyfikacja zgloszenia: C22C 19/03, HO1H 1/02, HO1R 13/03

Podklasy w ktérych prowadzono poszukiwania: C22C HOIH HOIR

Bazy komputerowe w ktérych prowadzono poszukiwania: EPODOC, WPI (via EPOQUENET), bazy UPRP (e-
wyszukiwarka), zasoby Internetu (via google.com)

Kategoria Dokumenty - z podang identyfikacja Odniesienie do
dokumentu zastrz.
X CN108504902 A (SUZHOU TIANHONG ELECTRONICS CO LTD) 07-09-2018 1

[caly dokument]

Y CN103060615 A (JIANGSU HUAXIN ALLOY CO LTD) 24-04-2013 1
[caly dokument]
Y Goods S. H. et al., “Electrodeposited nickel-manganese: an alloy for microsystem 1

applications.”, Microsystem Technologies 2004, 10, pp. 498-500; doi:
10.1007/s00542-004-0381-8 [skrot]

Y Ulbrich Company https://www.ulbrich.com/allovs/nickel#nickel-high-temperature 1
[nickel alloys]

[ Dalszy ciag wykazu dokumentéw na nastepnej stronie

A — dokument okreslajacy ogolny stan techniki, ktory nie jest uwazany za posiadajacy szczegdlne znaczenie,

E — dokument stanowiacy wczesniejsze zgloszenie lub patent, ale opublikowany w lub po dacie zgloszenia,

L — dokument, ktéry moze poddawa¢ w watpliwo$¢ zastrzegane pierwszenstwo(-wa), lub przytoczony w celu ustalenia daty publikacji innego cytowanego dokumentu
lub z innego szczegdlnego powodu,

O — dokument odnoszacy si¢ do ujawnienia ustnego przez zastosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob,

P — dokument opublikowany przed data zgloszenia, ale pozniej niz zastrzegana data pierwszenstwa,

T — dokument pozniejszy, opublikowany po dacie zgloszenia lub w dacie pierwszefistwa i niebedacy w konflikcie ze zgloszeniem, ale cytowany w celu zrozumienia
zasad lub teorii lezacych u podstaw wynalazku,

X — dokument o szczegélnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie moze by¢ uwazany za nowy lub nie moze by¢ uwazany za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli
ten dokument brany jest pod uwage samodzielnie,

Y — dokument o szczegolnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie moze by¢ uwazany za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli ten dokument zostanie polaczony z
jednym lub kilkoma tego typu dokumentami, a takie polaczenie bedzie oczywiste dla znawcy,

& — dokument nalezacy do tej samej rodziny patentowe;j.

Sprawozdanie wykonal/-a: Data: Podpis:
i /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
‘é?(lant?t Gaj eWSka O 1 - 07 . 2024 Pismo wydarrt: W fonrlvie leokumenlu elektroniczneg(};
spe

Uwagi do zgloszenia

Sprawozdanie zostalo wykonane w oparciu o wersj¢ zastrzezen z dnia 22 grudnia 2023 roku.

8/8



	Bibliografia
	Opis
	Zastrzeżenia
	Rysunki
	Sprawozdanie



